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ISradimas priklauso temperatiiros matavimo jrenginiy sriiai. Jis gali biti panaudotas sistemy valdymui
optiskai per atstumg, panaudojant $viesos spindulj, kurio charakteristikos proporcingos temperatiiros pokydiui.
Irenginys leidZia i$plésti dinaminj diapazona, padidinti funkcines galimybes ir matavimo tiksluma,

Jis susideda i§ nuosekliai jjungto monochromatinés $viesos $altinio, poliarizatoriaus, termiskai jautraus
dvejopo lGzio kristalo, ketviréio bangos plokstelés, analizatoriaus, dviejy fotoimtuvy, dviejy dviperiodiniy
lygintuvy, mazZiausio signalo selektoriaus, mikroprocesoriaus.
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ISradimas priklauso temperatiiros matavimo jrenginiy sriciai ir gali biti
panaudotas valdymui sistemy, kurios valdomos optiskai per atstuma,
panaudojant S8viesos spindulj, kurio charakteristikos priklauso nuo
temperaturos.

Siuo metu Zinomas temperatiiros matavimo jrenginys, kurj sudaro
nuosekliai sujungtas §viesos $altinis, du sukryZiuoti poliarizatoriai, tarp kuriy
patalpintas anizotropinis kristalas, ekranas su plySiu ir fotoimtuvas (buv.
TSRS a. 1. Nr. 807079, GO1K 11/12).

Trikumas tas, kad reikalingas $viesos Saltinis;, kurio gamybos
technologija sudétinga, o kristalo kokybei ir paruoSimui statomi labai auksti
reikalavimai. Be to, $is jrenginys netinka dinaminiam reZimui, nepatogus

eksploatuoti ir automatizuoti.

Taip pat Zinomas temperatiiros matavimo jrengirys, turintis jautry
temperatiirai elementg, kurj sudaro keletas kietai suiungty su skirtingais
temperatiiriniais plétimosi koeficientais detaliy, ir pjezooptinj keitiklj, kuris
temperatirinius jtempimus vercia elektriniais signalais (buv. TSRS a. l. Nr.
566150, GO1K 5/62).

Si sistema sudétinga ir turi maZg temperatiiros matavimo tikslumg, nes
sumuojasi mechaninés ir pjezooptiniy sistemy paklaidos.

Artimiausias sililomam iSradimui pagal veikimo principg yra
temperatiiros matavimo jrenginys, kurj sudaro nuosekliai optiskai sujungti
monochromatinés  Sviesos  Saltinis, du  sukryZiuoti  poliarizatoriai
(poliarizatorius ir analizatorius), tarp kuriy patalpintas dvejopo luZio jautrus
temperatiirai kristalas, faziy skirtumo kompersatorius, siaurajuostis filtras,
matavimo prietaisas (buv. TSRS a. 1. Nr. 821960, G01K 11/12).

Sio jrenginio triikumas - siauras temperatiirinis dinaminis diapazonas ir
maZas matavimo tikslumas. Tai gaunasi dél to, kad i$é¢jimo signalas, Kkurj
registruoja matavimo prietaisas, yra sinusiné temperatiiros pokyc¢io periodiné
funkcija. Temperatiiros pokytis nustatomas pagal kompensatoriaus
pasukimo kampg, prie kurio dingsta i$éjimo signalas. D¢l tos prieZasties
temperatiiros pokydio matavimo tikslumas taip pat yra sinusiné periodiné
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funkcija, kurios argumentas yra kompensatoriaus pasukimo kampas. Tyrimais
jvertinta, kad prototipo temperatiiros poky€io matavimo vidutinis tikslumas
102 T, kur T - temperatiiros pokytis, reikalaujantis kompensatoriaus
pasukimo 360° kampu.

Kadangi temperatiiros pokytis nustatomas operatoriui  sukant
kompensatoriy ir sekant signalo matavimo prietaiso parodymus, tai jrenginys
tampa nepatogus eksploatuoti, automatizuoti, o matavimo tikslumas dar
priklauso ir nuo operatoriaus asmeniniy savybiy. Siilomo i$radimo tikslas
dinaminio diapazono praplétimas ir matavimo tikslumo padidinimas.

Tikslas pasiekiamas tuo, kad | dinaminj temperatiiros matavimo
irenginj, susidedantj i§ nuosekliai optikai sujungty monochromatinés
Sviesos Saltinio, poliarizatoriaus, dvejopo lizio jautraus temperatiirai
kristalo, analizatoriaus ir fotoimtuvo, papildomai jjungta ketvir¢io bangos
ilgio ploksteleé, antras fotoimtuvas, du dviperiodiniai lygintuvai, maziausio
signalo selektorius ir mikroprocesorius. Ketviréio bangos plokstelé
patalpinta tarp analizatoriaus ir dvejopo liZio jautraus temperatirai kristalo.
Antras fotoimtuvas pastatytas i§ analizatoriaus i$einancio spindulio kelyje.
Dviejy dviperiodiniy lygintuvy jéjimai prijungti prie pirmo ir antro
fotoimtuvy i8éjimy, o i¥¢jimai-prie jéjimo maZiausio signalo selektoriaus,
prijungto prie mikroprocesoriaus.

ljungus papildomus elementus j jrenginj selektoriaus iS¢jime gauname
celektrinius signalus, kuriy skai¢ius proporcingas matuojamo kristalo
temperatiiros pokyciui. Tas leidZia pasiekti didelj tikslumg ir platy dinaminj
diapazona, nes temperatiiros intervalg tarp dviejy impulsy galima parinkti
norimo dydZio labai platiame temperatiry intervale (80-800 K).

ISradimg iliustruoja bréZiniai, kur: Fig. 1 pavaizduota dinaminio
temperatiiros matavimo jrenginio struktiriné schema; Fig. 2 - i$¢jimo
jtampos signaly priklausomybé nuo temperatiiros, kur kreivés a ir b
vaizduoja fotoimtuvy i¥¢jimy signaly atitinkamai Uy ir Ug temperatirines
priklausomybes, kreivés c ir d - dviperiodiniy lygintuvy i$&jimy signaly
temperatirines priklausomybes, kreivé e - selektoriaus i§éjimo signalo
temperatiring priklausomybg; Fig. 3 - mikroprocesoriaus apskai¢iuota ir
nubrézta matavimo temperatiiros priklausomybé nuo laiko.

Dinaminj temperatiiros matavimo jrenginj sudaro opti¥kai nuosekliai



LT 3931 B

sujungti monochromatinés $viesos $altinis 1, poliarizatorius 2, dvejopo laZio
jautraus temperatiirai kristalas 3, ketvir¢io bangos plokstelé 4, analizatorius
5 ir pirmasis fotoimtuvas 6, antras fotoimtuvas 7, du dviperiodiniai lygintuvai
8,9, maZiausio signalo selektorius 10 ir mikroprocesorius 11. Ketvirdio
bangos plokstele 4 patalpinta tarp analizatoriaus 5 ir dvejopo luZio jautraus
temperatiirai kristalo 3, antras fotoimtuvas 7 patalpintas i§ analizatoriaus 5
iSeinancio spindulio kelyje, dviejy dviperiodiniy lygintuvy 8 ir 9 jéjimai
atitinkamai prijungti prie pirmo 6 ir antro 7 fotoimtuvy i§¢jimy, o i$¢jimai -
prie maZiausio signalo selektoriaus 10, prijungto prie mikroprocesoriaus 11.

Saltinio 1 monochromatiné $viesa praeina per poliarizatoriy 2 ir
tiesiSkai poliarizuota patenka j dvejopo liZio jautraus temperatirai kristalg 3
(pvz. pagamintg i§ anizotropinio stibio sulfido monokristalo). Poliarizuotos
Sviesos elektrinis vektorius E su x ir y koordinadiy aSimis sudaro 45° kampa.
Anizotropinio dvejopo l4Zio jautraus temperatirai kristalo elektrinis
vektorius E suskyla j du spindulius, kuriy vektoriai Ey ir E,. Sie du
spinduliai sklinda skirtingais greiciais vy ir vy. Todél Siy spinduliy luziy
rodikliai atitinkamai yra ny ir ny. Siy laZio rodikliy skirtumas yra An=ny-ny
ir vadinamas dvejopu liZiu.

Anizotropiniame dvejopo liZio jautraus temperatiirai kristalo du

elektrinius vektorius Ey ir Ey turi dvi koherentinés bangos, tarp kuriy faziy
skirtumas A¢:

_ 27dAn

A ,
=2

(1)

kur d - kristalo 3 storis, An - dvejopas liiZis, A - krintancios | kristalg 3
monochromatinés §viesos bangos ilgis.

Sviesos spindulys, susidedantis i§ komponenciy Ey ir Ey, pereina per
analizatoriy 5 ir patenka j fotoimtuva 7, kurio i$€¢jime sukuriamas jtampos
signalas Uy, kur

U; = UgcosAg (2)

Up - maksimali Uj verte

O §viesos spindulys, susidedantis i§ dviejy komponendiy Ey ir Ey,
pracina pro ketviréio bangos ploksStele 4 ir analizatoriy 5 ir patenka j
fotoimtuvg 6, kurio i$¢jime sukuriamas signalas U,, kur
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U, = Ug cos(Ap+nr/2) 3)
Uj - maksimali U, verté

n/2 fazinj kampg sukuria ketvir¢io bangos plokstelé. (2) ir (3) lygtimi
apraSyti signalai gaunami sukompensavus nuolatinés srovés komponentes
fotoimtuvuose 6 ir 7.

Kintant aplinkos, kurioje patalpinfas dvejopo liZio jautraus
temperatirai kristalas 3 temperatiirai, kinta dvejopas laZis An.

An=CLAT, kur
C, - proporcingumo koeficientas
AT - temperatiiros pokytis

ir Ao=CAT, kur
C - proporcingumo koeficientas

_27dC,
A

C ir C, gali priklausyti arba nepriklausyti nuo temperatiiros.
EksperimentiSkai nustatyta, kad pvz. Sb,S; kristalo C yra konstanta pladiame

C (4)

temperatiry intervale (80-800 K).
(4) istacius j (1) ir (2) gauname:
U; = Ug cos(CAT) (5)
U, = Uy sin(CAT) (6)

(5) ir (6) lygciy aprasomos U; ir U, temperatirinés priklausomybés
grafikai parodyti Fig. 2 kreivése a ir b. Abi sinusoidés pastumtos viena kitos
atZvilgiu per pus¢ periodo. Signalai U; ir U, patenka | dviperiodinius
lygintuvus 8,9, kur jie pasikeicia | signalus, parodytus Fig. 2 kreivése b ir c.
Abiejy dvipusiy lygintuvy 8,9 i$é¢jimai sujungti su maZiausio signalo
selektoriaus 10 dviem j€¢jimais. Todél mazZiausio signalo selektoriaus 10
i8¢jime susikuria signalas - maZiausias i§ dviejy lygintuvy 8 ir 9 i8éjimo
signaly. Selektoriaus 10 i$éjimo signalas yra trikampio formos ir turi keturis
kartus maZesnj periodg palyginus su j¢jimo signalu (Fig. 2 kreivés e). Dviejy
gretimy trikampiy signaly sukiirimui reikalingas
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Ap=n/2.

Trikampio formos signalai paténka i mikroprocesoriy 11, Kkuris
registruoja signaly skai¢iy m ir kiekvieno signalo jéjimo laikg t.
Mikroprocesorius 11 apskai¢iuoja AT panaudojant lygtis

_2mdAn

Ap .CAT ir Ap= %’m (7)

I mikroprocesoriaus 11 atmintj jvedama konstanta C, arba
temperatiriné  priklausomybé C(AT). C ir C(AT) nustatomos
eksperimenti$kai arba parenkama i$ literatiros.

Sb,S3 kristalo atveju An yra tiesiné temperatiiros funkcija intervale 80-
800 K. Kristalo ¢ a3j orientuojant y aSies kryptimi, apSvie€iant storio d=0.2
mm kristalo 3 plok$tel¢ A=1 pm monochromatine $viesa, gaunama C=0.2
rad/K. Esant tokiai C, trikampio formos signalai j mikroprocesoriy 11
patenka pakitus temperatirai AT=2.5 K. Mikroprocesorius 11 registruoja
impulsy skaitiy m ir impulsy padavimo laikg t. Rezultaty (m,t) duomeny
bankas, esantis mikroprocesoriuje 11, aproksimuojamas 9-os eilés polinomu,
kurio koeficientai lieka mikroprocesoriaus 11 atmintyje. Mikroprocesorius 11
nubréZia po aproksimacijos gautg polinomo  AT(t) kreivg ir atideda
eksperimentinius (m,t) taskus (Fig. 3). Zinant polinomo aproksimacijos
koeficientus arba turint AT(t) grafika, galima rasti AT bet kuriuo laiko
momentu t.

Dinaminis temperatiiros matavimo jrenginys matuoja T automati$kai su
dideliu dinaminiu diapazonu su norimu tikslumu, kurio dydis priklauso nuo C
pasirinkimo. Matavimy tikslumas, palyginus su prototipu, padidintas 10
karty.
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ISRADIMO APIBREZTIS

Dinaminis temperatiiros matavimo jrenginys, susidedantis i§ nuosekliai
optiskai sujungty monochromatinés §viesos $altinio, poliarizatoriaus, dvejopo
liZio jautraus temperatirai kristalo, analizatoriaus ir fotoimtuvo,
besiskiriantis tuo, kad jjungta ketviréio bangos plokstele,
antras fotoimtuvas, du dviperiodiniai lygintuvai, maZiausio signalo
selektorius ir mikroprocesorius, o ketviréio bangos plokstelé patalpinta tarp
analizatoriaus ir dvejopo liZio jautraus temperatiirai kristalo, antras
fotoimtuvas patalpintas i§ analizatoriaus iSeinancio spindulio kelyje, dviejy
dviperiodiniy lygintuvy jéjimai prijungti prie pirmo ir antro fotoimtuvy
i§¢jimy, o i¥éjimai prie jejimo maZiausio signalo selektoriaus, prijungto prie

mikroprocesoriaus.



LT 3931 B




LT 3931 B

A T,°C

304

1000 ts

Fig. 3



	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

